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—EACHLTAD DE CUENCAS EXACTAS Y XAJURANAS    

  

TZ IO 

Difracción de aros Atconsidoraciones generales, generación de rayos Xo 
cristalos, sistemas cristalinos, Rodes de Bravais. Difracción de rayos X 
y determinación de constantes de cristales únicos» Determinación de las 
Redes de Bravais. Determingción de la estructura del Cl Na, 
Difr ón de » k: Doterminación de simetría molecular: elementos de 
Pe que implican tramslación, ousensias sistomíticas dobido a las 
operaciones traslacionaloge Grupos espacialog. Doterminación de grupos 

_ €spacialeg. Determinación de simetría molecular. Jeterminación de longi- 
tulos de wión a partár de las dimensiones do la cálda unitaria. 

ragción de rayos Xi Determinación de parámetros molecularos: intro- 
ducción medidas de intonsidadog. Factór de estructura geomótrica. Sorios 
de Fourier. Factor de temperatura. Refinsmiento del proceso de Fourier. 
dstruotura cristolina do la S-tetrazina. Otros ejemplos. Limitaciones. 
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ropisdades de log rayos X y sus modicionogs “spectro de rayos X de un 
elemento. Bepectro tinuo de rayos Xe la absorción de rayos X. Fluoroge 
cencia secundaria y rayos X dispersados. Refracoión de bayos X. Monocro- 
matización de rayos Xe Efectos fotosráfucos de rayos Y, . 
La intensidad de difracción + Cristales perfectos e imperfectos. Extincié 
primaria y secund:rias Intonsidados absolutas y relativas. Factores que 
afedían lo intensidad de difracción. Factor do polarización. 

   

o cegs Indices (notaciones). Indices de Miller. Rod rec. 
procas Intorpreisción de la ley de Brasgg on el espacio recíproco. Dogo 
rrollo vectorial de la réd recíprocas   



  

   SA 
> FACULTAD ES      

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

  

DECANATO 

tibias 

poraciones imetri 1pos espaciales: Sistemas cristalinos y simotria. Cru 
pos on eres lios Rod recíproca. Intendidad pesadas 

Jeoría de rotación y oscilación: Coordenadas cilíndricas. indexado de las fo= 
tografías de un cristal rotatodio. Operaciones trigonomótticas expresadas on las 
coordenadas cilíndricas de la ved recíprocas Transformación de las coordenadas 
do la red reofproca a coordenadas del film y vicevorsa» Cartas de Bernal- Curvas 

( constantes. Capas linoalos de las Fotografías. Determinación do las dimen= 
sionés de las celdas unitarias. Indexado de las fobografías del oristal dotato= 
rio, indetorminaciones. Parte experimental. Fotoge de Oscilación. 

    

Técnicas de Polvo: (Método Debye=herror)+. Descripción de la cámara. Geometría. 
Alineamiento de la ofmarss. Preparación y montado de la muestra. ixposición. 

jótodo de Parafocusing: Técnicas de diafragma monocromático» Métodos de reflexión 
hacia adelante y hacia atrás. 
Pécnicus espectromótricas de polvos Descripción del espectrómotro con contador 
Geigar+. ¡foctos de logs Factores del instrumental sobre los perfiles y posicio- 

nos de los máximos de difracción. Condicionos oxperimentales. Tubos de CoiBer 
utillerpara detocción de los rayos X. Circuito del ospectrónetro. Método opera 
tivo. Calábración y ajuste» Froparación de las muestras. Recuento. Registros 

    

ací 3 E vos Hadiciones precida sa de la 
bogral: e cd de hon oia tos intorplanares. Patrones 

de Pinholo monocromático( film Plano)» indexado para sigtemas cúbicos y para sis= 
temas no cúbicos. Determinación del tipo de red. 

Modidag de intongidadog: Nstimación visual. Técnicas fotomótricas» Mediciones de 
intensidad. ¿scalas absolutas. Dispersión _Aspecial y efoctos de difractión. Fon= 
do continuo. Viscontimidades por absorción» Radiación secundaria fluorescente.» 
Dosdoblamientos de línoas a ángulos pequeños. lÍnoas aparentes. Scatering especial 
y efectos de difracción. Análisis cualitativos. Puentos de error (error de radio) 
modidas y cálculos en un film ejemplo. 

oo o ta lolicon dos Boo o ut an Relación entro "elssemborg 
y las fotografías de robacióne Ubicación de las manchas fotográficas en las cam 
Dase 
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liétodo de Toissemberg con + Desarrollo de una róéflexión. Recons- 
trucción gráfica de la rod er ca Método de Sohieders. Relación entro 
las coordenadas cilíndricas y las coordenadas de reflexión» Formas de las 
hileras de la red recíproca en el haz normal de las fotografías de Weissem= 
borge 

Método de igual inclinación de Jeissemborg: “Transformación de las posiciones 
del film a coordenadas polaross Proyección de la red recíproca de Weissemberg 
Indexado con ayuda de las hileras de la red. Dispositivos de rotación delorigm 
tal. Pantallas. Cámaraso 

Témicas del film deslizahto: Fotografías tomadas con el has de rayos X in- 
clinado con respecto a las capas de la red recíproca. Relaciones de reflexión. 
Casos especiales y generales. 

     

ads en pes pr grafías de e. Distribucion de los grupos 
puntuales dentro de los grupos espacialos». Tipos de redes espaciales. Redes 
planas» Proyecciones de las redes planas de Weissemberg. Relaciones recípro- 
cad. Interpretación de las celdas de Bravais. Grupo espacial, notaciones. De 
torminación de grupos espacialos. 
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